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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg meto-
dy badan klisz chemigraficznych mikroskopem poligra-
ficznym.

1.2. Rodzaje badan. Norma obejmuje pomiary:
a) wiclkosci (Srednicy) punktu rastrowego (d),
b) liniatury rastra (R),

¢) procentu pokrveia rastrowego (Pr),

d) kata nachylenia elementu drukujgcego (a).
¢) glgbokosct kliszy w Swiatdach (s).

f) gtybokosci kliszy w cienmiach ().

1.3. Zakres stosowania metod. Metody mikroskopowe
nalezy stosowa¢ w badaniach okresowych w przypadku
smian materiatow lub technologii wytwarzama klisz
chemigraticznycii.

1.4. Okreslenia

1.4.1. kat obserwacji (3) — wiclkod§¢ kata, pod jakim

miarach kaia nachylenia elementu drukujgeego ()

i gi¢bokosct kliszv. wg rys. 1.
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Rus. i Schemat nachylenia tubusa mikioskopu przy ponearach koo
nachylenta clementu drukujaeego +oglebokosar Klisza

[ — powierzehnia drukugaca khszy, 2 — tworzaca posiersehng boe,

neyp clementu drukupgeego. 35— clement drukujgey. 4 —  Kraten,

zostal nachvlony tubus mikroskopu z obiektywem: | o ; s e G

i ’ £ ) i ) = = 3 — ddno Keateru, 6 — glebokose Khiszy, 7 — kgt nachylenia clementu
w stosunku do powierzehni drukujgeej kiiszy, przy po- T N
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1.4.2. krater kliszy — miejsce niedrukujgce kliszy
rastrowe] w partiach powyzej 50% pokrycia rastrowego
(w cientach).

1.4.3. dno krateru — najgl¢bie] potozone miejsce na
powierzchni niedrukujgee) kliszy w partiach powyzej
50% pokrycia rastrowego (w cieniach).

Pozostate okreslenia — wg PN-79/N-53000, BN-75/
7433-02 1 BN-75/7433-03.

2. POBIERANIE PROBEK 1| MIEJSCA
POMIARU

2.1. Pobieranie probek. Z partit jednorodnych klisz
(kreskowych lub rastrowanych o lej samej zmierzonej
limaturze rastra) pobrac¢ losowo 3 khisze, jeshi w nor-
mach przedmiotowych nie postanowiono inaczej.

2.2. Miejsca pomiaru. Dla klisz kreskowych —
3 miejsca (dwa na krawedziach kliszy, jedno w partii
srodkowe)); dla klisz rastrowanych — 3 miejsca o zmie-
rzonym pokryciu rastrowym wynoszacym 10, 50 1 80%.
W kazdym miejscu kliszy rastrowanej wykonaé jeden
pomiar.

3. MIKROSKOP POLIGRAFICZNY

3.1. Przyktadowy ukfad mechaniczny mikroskopu po-
dano na rys. 2. Mikrometr okularowy przedstawiono
na rys. 3. Kgtomierz tulejki okularowej pokazano na

rys. 4.

3.2. Przygotowanie mikroskopu do pomiaréw — wg
oznaczen cvirowych na rys. 2.

Do tubusa 5 wkrecic obiektyw &8 1 zatozy¢ okular /2.
Tubus 5 ustawi¢ pod katem 90° odczytanym na po-
dzialce katomierza ¢ przez obracanie pokr¢tlem 70
Pierscieniem [/ ustawi¢ ostros¢ widzenia mikrometru
okularowego 2. Tulejk¢ mechamzmu obrotu okularu /3
przekrecic tak, aby cztery kreski na niej pokryty sig
2z kreskami o = 907 na czterech podziatkach kgtow «a
dla katow obserwacji 8 = 30. 35, 40 1 45° katomierza
tulejki okularowej 3 (jak pokazano na rys. 4). Pierscie-
niem /2 obrocic okular tak, abv podrziatka 4 (rys. 3)
mikrometru okularowego byta réwnolegta do prostej
krawegdz szezeliny w podstawie mikroskopu /1. Stru-
mien Swiatlta z oSwietlucza 7 skierowaé w szezeling
w podstawie mikroskopu 7/, w miejscu oznaczonym
kropkami lub kreskami. Tak przygotowanym mikro-
skopem przystgpi¢ do wykonania badan.

3.3. Nomogramy do mikroskopu. Wzory nomogra-
mow podano w treSci normy na rys. 8, 13 1 16.

D

_J

Rvs. 2.
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Przyktadowy uklad mcchaniczny mukroskopu poligraticznego

! — pierScien ruchu dioptryjnego okularu, 2 — mikrometr okularowy, § — kgtomierz tulejki okularowej 7 cztereina shalum do Z)dcz)'lywzzma

kata nachylenia elementu drukujacego kliszy (@), dla czterech kgtow obserwacyi (S = 30, 35. 40 1 45°), 4 — pokr¢tto mechanizmaue ogniskujig-

cego, 5 — tubus, 6 — $ruby mechanizmu przesuwu obiektywu (do ustawiania potozenia obrazu wzgledem mikrometru okularowego),

7 — ofwietlacz, § — obiektyw. 9 — kgtomierz do odczytywania kata obscrwacji (8), [0 — pokr¢ilo mechunizmu nachylania tubusa

mikroskopu (do ustawiania kgta obserwacji (), /1l — podstawa ze szezeling, 12 — okular (pierScien okularu do ustawiania potozenia

poczatkowego mikrometru okularowego przy pomiarze kgta nachylenia elementu drukujgcego (@), 13 — tulejka mechunizimu obroiu okularu
(do ustawiania potozenia koncowego mikrometru okularowego przy pemmarze kata nachylenia elemenin drukujgeego (o0
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Rys. 3. Mikromeur okularowy

] — wzorce procentowe — obrysy punktu rastrowego dla liniatur rastra 24, 30, 34, 40. 48, 54, 60 i 70 linii na cm. 2 — pozioma os krzyza
pomiarowego 7 podziatky w mikrometrach, 3 — skala (podziatka) limatury (gestosci) rastra. 4 — pionowa oS krzyza pomiarowego z po-

dziatkag w mikrometrach
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Rys. 4. Katomers tulejkt okuolarowey 7 czterema ~kalom do

ode a

Kaptow obserwacy (S

4. METODY BADAN
4.1. Pomiar wielkosci (Srednicy) punktu rastrowego (d)

4.1.1. Zasada pomiary polega na odezytamu wiclkos-

ci (srednicy) punktu rastrowego w mikroinetrach na
podziatce krzyza pomiarowego 2 (rys. 3).

4.1.2. Sposdb pomiaru podany w pos. a) + o) — wg
oznaczen cyfrowych na rys 2,

a) Podstawg mikroskopu /7 ustawi¢ szezeling na ba-
dane) kliszy w miejscu przewidywanege pomiaru.

b) Pokr¢tlem 10 ustawic tubus 5 na kit obserwacji
B = 90" orznaczony na kgtomierzu 9.

BN-55/7438-08-4 J

Dowaina kata nachylenia elementy drukupacego kliszy (o), dla crzterech

= 30, 35,40 1 45

¢) Tulejkg 13 ustawid nukrometr okularewy tak, aby
krzyve pomiarowy 2 (rys. 2) tworzvl kagt 45° 7z kierun-
kiem elementow rastra. Obraz mikrometru okularowe-
go ustawionego pod katem 45° do kierunku elementow
rastra widziany w okularze pokazano na rys. 5

d) Srubami 6 ustawi¢ punkt zerowy krzyza pomia- ¥
rowego 2 (rys. 3) na lewe) krawedzi widzianego w oku-
larze punktu rastrowego. Os Krzyza pomiarowego 2
(rys. 3} dzieli¢c obraz powicrzchni punktu
rastrowego na dwie rowne czesci, jak na rys. 5.

powinna

¢) Na przeciwlegle] krawegdzt obrazu punktu rastro-
wego odezytaé wielkosé (Srednicg) punkiu rastrowego
(d) w mikromeirach na porziome] skaly kiz:?a pomia-
rowego 2 (rys. 3), na rys. § wiclkose Sredmcas punkiu
rastrowego (d) wynost 210 pm.
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Obraz punktéw rastrowych widziany w okularze przy pomiarze wiclkosct (frednicy) punktu rastrowego (krzvz mikrometru

okularowego ustawiony jest pod kgtem 45° do kierunku elementow rastra)

4.1.3. Wynik pomiaru. Za wynik pomiaru przyjac
wielko$é (Srednicg) punktu rastrowego id) w mikro-
metrach oddziclnie dla kazdego miejsca pomiaru wg
2.2, 7 dokladnoscig do 10 pum.

4.2. Pomiar liniatury rastra (R)

4.2.1. Zasada pomiaru polega na odczytaniu od-
leglo$ci migdzy dwoma sasiednimi punktami rastrowy-
mi na podzialce liniatury rastra 3 (rys. 3) mikrometru
okularowego.

4.2.2. Sposob pomiaru. Wykonac jeden pomiar w do-
wolnym miejscu kliszy w sposéb podany w poz. a) =€)
wg oznaczen cyfrowych na rys. 2.

a) Podstawg mikroskopu /1 ustawi¢ szczeling na ba-
danej kliszy, w miejscu przewidywanego pomiaru row-
nolegle do kierunku elementow rastra (tj. na kliszy do
jednobarwnego druku np. czarnego zwykle pod kgtem
45° do krawedzi kliszy).

b) Pokrettem /0 ustawi¢ tubus 5 na kat obserwacji
B = 90° oznaczony na kgtomierzu 9.

¢) Tulejkg 13 przekrgei¢ tak, aby krzyz pomiarowy 2
(rys. 3) znajdujgcy si¢ na mikrometrze okularowym 2
byt ustawiony rOwnolegle do kierunku elementow ra-
stra na obrazie kliszy rastrowanej. Obraz mikrometru
okularowego z réwnoleglym ustawieniem krzyza do
kierunku elemeniow rastra widziany w okularze poka-
zano na rys. 0.
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-a— Kierunek elementéw rastra — s
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Rys. 6. Obraz punktov rastrowych widziany w okularze przy pomiarze lniatuiy rastra (R), (krzvz mikrometru ohularowego tstawiony

Jest réwnoiegle do kerunku elementdw rasira)

d) Srubami 6 ustawic punkt zerowy krzyza pomia-
rowego 2 (rys. 3) na lewej krawgdzi obrazu punktu
rastrowego widzianego w okularze. Pozioma oS krzyza
pomiarowego 2 (rys. 3) powinna dziehi¢ powierzchnie
punktu rastrowegoe na dwie roOwne czescl.

e) Na lewe] krawedzi nastgpnego z prawe) strony
punktu rastrowego odczyta¢ na dolnej podzialce pozio-
mej osi krzyza pomiarowego 3 (rys. 3) liczbg linii rastra,
(na rys. 6 liczba hnii rastra (R) wynosi 30).

4.2.3. Wynik pomiarn. Z: wynik pomiaru przyjaé
liczb¢ linii na centymetr z dokfadno$cig podang na po-
dzialce 3 (rys. 3), tj. 2 linic na centymetr.

4.3. Pomiar procentu pokrycia rastrowego (7))

4.3.1. Metoda I

4.3.1.1. Zasada pomiaru metoda I polega na odczvia-
niu wielkosci pokrycia rastrowego z wzorca procentu
pokrycia rastrowego [/ (rys. 3).

4.3.1.2. Spos6b pomiaru podany w poz. a) =) — wg
oznaazen cyfrowych na rys. 2.
a) Podstawg mikroskopu /7 ustawic¢ szczeling na ba-

dancj kliszy w miejscu przewidvwanego pomiaru pod
katem 45° do kierunku elementow rastra.

b) Pokre¢ttem 19 ustawi¢ tubus 5 na kgt obserwac
B = 90° oznaczony na katomierzu 9.

¢) Wykona¢ pomiar liniatury rastra (R) badanej kli-
Sy we 4.2,

d) Przekrecic tulejkg 73 tak, aby krzyz pomiarowy 2
(rvs. 3) znajdujacy si¢ na mikrometrze okularowym 2
bvt ustawiony pod katem 457 w stosunku do obruzu
badunego punktu rastrowego, jak na rys. 5.

¢) Srubami 6 ustawi¢  charakterystyczny  obraz
punktu rastrowego pod odpowiednim wg limatury ra-
stra wzorcem procentu pokrveia rastrowego. jak poka-
Zano na rys. 7.

f) Odczytac wuartodé procentu pokivoia rastrewego
2 linit wzorca, ktéra pokrywa si¢ 7 honturami buda-
nego punktu rastrowego (na rys. 7 oprocent pokryeia
rastrowego wynosi 35 przy liniaturze rastra 30 hinis'cm),
W cieniach, powyzey 50700 adesr tang wariose od)gé

od 100,
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Rys. 7. Obraz punktéw rastrowych widziany w okularze

4.3.1.3. Wynik pomiaru. Za wynik przyjac Srediig
wartosd co najymnic) trzech odezyiow dla sasiednech
punktow rastrowych, 7 kazdego micjsca pomiaru wg 2.2
w procentach z doktadnoscia do 5 dla srednich Swia-
tel. poltonow 1 cieni. Dla jasnych Swiatet (ponizej 507)
i cicbokich cieni (powyze) 9397) — zgodnie z Konturam
W ZOTCL.

4.3.2. Metoda 11

4.3.2.1. Zasada pomiaru metoda Il polega na wyzna-
c/eniu i nomogramie procentu pokrycia rastrowego
iP) wiclkosctr  (Srednicy)
punktu rastrowego () i liniatury rastra (R) badang
Kliszy.

na podstawie  zmierzongj

4.3.2.2. Sposob pomiaru
) Wykona¢ pomiar wielkoscr (Srednicy) punktu ra-
strowego (d) badanep khiszy we 4.1,

ITTTTTTT TrrrrrTrﬁTlTv 1

5
:
o)

500

BN-85/7439-08-7 :

przy o/znaczaniu procentu pokrycia rastrowego ()

b) Wykona¢ pomiar liniatury rastra (R) badancy kh-
s/v o we 4.2,

¢j Na skali 4 nomogramu wg rys. 8 zaznaczyC punkt
wielkosci ($rednicy) punktu rastrowego (d) otrzymuany
7 pomiaru wg poz. a). na skali B zaznaczy¢ punkl
liniatury rastra (R) otrzymany z pomiaru wg poz. b).

d) Punkty zaznaczone na skalach 4 1 B nomogramu
potaczy¢ linig prosty, przedtuzajac ja do przecigcia ze
skalg C. ‘

Punkt przecigcia linii proste] ze skaig Wy7Znacza
pokrycie rastrowe (P,) badanego punkiu rastrowego
w procentach.

Dla punktow rastrowych w obregbie $wiatet (do 509 )
odczytaé¢ warto$¢ procentu pokrycia rastrowego (P))
na prawej stronie skali €, a dla punktow rastrowych
w obrebie cieni (powyzej S0%) na lewej stronie skali C
(na nomogramie / przykladowa wielkos¢ (Srednica)
punktu rastrowego (d) wynosi 210 pm, hniatura rastra
(R) — 30 linii/cm, pokrycie rastrowe (P,) — 35%).

C
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Rys. ®. Nomogram 1 do wyznaczania procentu pokrycia rastrowero 7z pomiarow wielkodar (Srediicy) punhiu rastrowego 1 limatury rastra

4.3.2.3. Wynik pomiaru. Za wynik przyjaé warto$é
pokrycla rastrowego wyznaczong na nomogramie zc
srednie) wielkosci  (srednicy) punktu rastrowego (d)
oznaczonej wg 4.1, w procentach z doktadnoscig do 1.

4.4. Pomiar kata nachylenia elementu drukujacego («)

4.4.1. Metoda I

4.4.1.1. Zasada pomiaru metodg I polega na réwno-
leglym ustawieniu osi optycznej tubusa do powierzchni
boczne) tworzgee) element drukujacy kliszy i odezyta-
niu kata obserwacj S.

4.4.1.2. Sposob pomiaru podany w poz. a) +1) — wg
oznaczen cvirowych na ryvs. 2:

a) Podstawe mikroskopu /7 ustawié szczeling na ba-
danej kliszy w miejscu przewidywanego pomiaru.

b) Pokr¢ttem 70 ustawi¢ tubus 5 na kgt obserwacji

B = 907 oznaczony na kgtomicrzu 9.
¢) Pokrgtlem 4 ustawic ostro$¢ badancgo clementu
drukujgcego.

d) Skorygowad ustawiciiic podstawy mikroskopu [/
tak, aby kgt migdzy kierenkiem hinn elementow rastra
badane; kliszy. a osig krzyza pomiarowego 2 (ry<. 3)
wynosit 457, juk na rys. 5 tub of krzyza pomiarowego
byta rownolegla do krawedzi gorne badanego elementu
drukujgcego Kliszy kreskowey.

¢) Pokr¢ttem /0 nachyla¢c tubus az do monwentu,
gdy tylny bok
punktu rastrowego lub eclementu drukujgeego kliszy
kreskowe) przestanie byv¢ wideerny, jak w polozeniu «
na rys. 9.

{plaszezvrzna boczne))

poygierzchm
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Rys. Y. Pomuar kg nachylenia elementu drukujgeega przez odezy-
tanie kigta obserwag)i
@ — nachvlenmie za male, b — nachylenie za duze. ¢ — nachvlenie

wiasciwe

Pirzv nachylaniu tubusa poprawid ostrosc obrazu po-
krgttem 4.

) Na kgtomicrzu 9 (rys. 2) odezyvtad wartosd nachy-
fenia tubusa 3. Odeszviana wartosd kgta obserwacn 8
jest kgtem nachylenia elementu drukujgeceo kliszy ()
(hgtem trawienia kliszy).

4.4.1.3. Wynik pomiaru. Za wynik pizyvigd wartosc
kata nachylenmia clementu drukujgcego (@) w stopniich
7 dokladnoscig do 5

4.4.2. Metoda 11

4.4.2.1. Zasada pomiaru metodg I polega na odezyvta-
niu kgta utworzonego przez obraz tworzgee] stozka

punktu 7z dnem  kliszy, przy obserwac)
ukosne). tj. przy tubusic nachylonvin pod katem obser-
wacji B = 30, 35, 40 lub 45° w stosunku do kliszy.

rastrowego

4.4.2.2. Sposob pomiaru podany w poz. a) < 1) — wg
oznaczen cvirowych na iys. 2.

a) Podsiawe mikroskopu /7 ustawic szczeling na ba-
donej kliszy w miejscu przewidywanego pomiaru.

b) Tulcikg 713 (rys. 2) ustawi¢ tak. aby cztery kreski
na tulcjce pokrvlty si¢ 7 hreskami a = 90° na podzialce
katomierza tulejki okulurowe) 3 tak, jak pokazano na
rvs. 4.

¢) Pokr¢tlem 4 ustawié ostrosé badanego clementu
drukujgceege kliszy.

d) Skorygowac ustawicnie podstawy [/ przez obra-
cante wokot osi pionowe) tubusa mikroskopu na ba-
danej kiiszy tak, aby kat pomi¢dzy kierunkiem elemen-
tOw rastra 1 osig krzyza pomiarowego 2 (rys. 3) wynosit

45°. jak na rvs. 5.

¢) Pokretlem 70 ustawi¢ tubus 5 na kgt obserwac)i
B = 30. 35, 40 lub 45° w zaleznosci od liniatury rastra
1 giebokoscr kliszv. Przy rastrach o duzej liczbie lini
na centvmetr 1 przy kliszach plytkich nalezy pochylié
tubus pod katem 307 przy pomiarach gigbokoser kliszy
tubus nalezv ustawi¢ na wickszy kgt obserwacji. aby
uzyskac obraz mikroskopowy kliszv bardziej podobny
do przedstawionego na rys. 14 niz do przedstawionego
na rys. 1.
boczngj

tzn. aby miejsce potaczenia powierzchni
kliszy byto

clementu  drukujgeego 7z dnem

dobrze widoczne.

£) Skorygowac ostros¢ obrazu badanego clementu
drukujgcego pokrettem mechanizmu ogniskujacego 4
tak. aby w polu ostrego widzenia znalazta sig srodkowa
i dolna ¢z¢é¢ mikrometru okularowego.

g) Srubami 6 przesungC obraz gérnego konca prawed
krawgdz bocznej elementu drukujgcego pod punkt se-
rowy krzvza pomiarowego 2 (ryvs. 3} juk pokazano hinig
kreskowang na rys. 10 1 linig ciggla na rys. 14,

Rys. 10,

I BN-85/7439-08-10 ]

Ustawicnie krzyza pomiarowego na krawedzi obrazu punktu rastrowego 1 krawedsi tworzgee) stozek
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h) Tulejka /3 obracaé¢ okular w kierunku przeciw-
nvm do ruchu wskazowek zegara, az do momentu gdy
uprzednio pionowa o$ krzyza pomiarowego 4 (rys. 3)
(linia kreskowana na rys. 10) przechodzi¢ bg¢dzie row-
nolegle lub pokryje si¢ z linig boczng (tworzgcg stozka)
punktu rastrowego (linia ciggta na rys. 10 1 na rys. 15).

i) Na katomierzu tulejki okularowej 3 odczytac na
podzialce odpowiedniej dla kata obserwacji B wartos¢
kata nachylenia elementu drukujgcego a. Wartosc te
wskazuje jedna z czterech kresek wygrawerowanych na
stozkowej czeder tulejki okularowej 13 (jezeli tubus
zostal ustawiony na kgt obserwacji B = 40°, to kat
nachylenia elementu drukujacego a nalezy odcsvtac na
skali katow a. wyznaczonej dla kata B = 407, jak po-
kazano na rys. 11).

4.5.1.2. Sposoéb pomiaru podany w poz. a) + m) —
wg oznaczen cvirowych na rys. 2

a) Mikroskop ustawi¢ na badanej kliszy szczeling
podstawy /1 w miejscu przewidywanego pomiaru.

b) Pokr¢ttem 70 ustawic tubus 5 na kgt obserwacji
B = 90° oznaczony na kgtomierzu 9.

¢) Tulejk¢ 13 ustawic tak. aby jej cztery kreski po-
krywaly si¢ z czterema kreskami 90° na kagtomierzu 3.

d) Pokre¢tlem 4 ustawié ostrod¢ badanego elementu
drukujgcego.

¢) Skorygowad ustawienie podstawy mikroskopu na
badanej khszy tak, aby krzyz pomiarowy 2 (rys. 3)
mikrometru okularowego znajdowal si¢ w polozeniu
rOwnoleglvm do kierunku elementéw rastra, jak na
rvs. 6.

Rys. 11

! BN-85/7439-08-11 }

Odcsyvtanic Kata aachyvienia ciementu drukuacego khssy (@) przy obserwacp ukosne) (metody 1)

Przy kycic obserwaci g = 407, kat noch:Yeaia elemenwu drukujgeego kliszy (@) wynosi 507 (wy/znaeza go kreska wygrawerowana na ulejee 13

wskazujgea na kreske a = 50° na jedneg 7 czterech podzisick wy zrawerowanych na kyiomierzu 2 dla katow a odpowiadajgeyeh kgrowi

obserwacn

4.4.2.3. Wynik pomiaru. Za wynik przyja¢ wartosé
kata nachylenia elementu drukujgcego (@) w stopniach
dla kazdego miejsca pomtiaru wg 2.2, z doktadnosciy
do 5.

4.5. Pomiar glebokosci kliszy w swiattach (s)

4.5.1. Metoda I

4.5.1.1. Zasada pomiaru metoda 1 polega na odczyta-
niu na podziatce 4 (rvs. 3) krzyza pomiarowego diu-
gosci obrazu wysokosct rzeczywiste] punktu rastrowego
i z pomiaru liniatury rastra (R). przy znanym Kkgcie
obserwacji 8 wyznaczeniu na nomogramie glebokosci
kliszy.

B = 4

I

f) Wykona¢ pomiar himatury rastra (R) badanej kh-
szy wg 4.2,

g) Pokrgtlem /0 pochylac tubus 5 do kaia obserwa-
cji, przy ktorym najglebiej potozone micjsca migdz,
elementami rastra sg jeszeze dobrze widoczne.

h) Poekrettem 10 skorygowacd ustawienie tubusa § na
ieden z podanych kgtéw obserwacji 8 = 30, 35, 40 lub
45°, z zachowaniem widoczno$ci dna kliszy.

i) Skorygowac¢ ostros¢ obrazu bad-aer kliszy po-
krettem mechanizmu ogniskujgcego 4 tuk, by w polu
ostrego widzenia znalazta sig¢ srodkowa 1 dolna czgse

. mikrometru okularowego.
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i) Srubami 6 ustawié¢ punkt zerowv krzvza pomia-
rowego na Srodku dwoch elementow rastrowych tak.
aby 0§ pozioma dzielda powierzchnig drukujgey
punktow rastrowych na dwie czgscl, @ of plonowa 4
(rys. 3) byla ustawiona w polowie odlegtosct migdzy
dwoma punktami rastrowymi, jak pa rys. 2.

k) Odczyta¢ na podzialce pionowe] osi (kizyza po-
miarowego) 4 (rys. 3) odlegltos¢ migdzy powierzchnia
drukujgcg a najgtebie) polozonym miejscem migdzy
punktami rastrowymi, 1. zmicrzong wartos¢ x, jak
na rys. 12

I) Na nomogramie 2 (rys. 13) na skali 4 zaznaczyé
odczytany na podziatce 4 (rys. 3) krzvza wartos$é dtu-
gosci obrazu wysokosci punktu rastrowego wg poz. k).
na skali B zaznaczy¢ waito$é kata obserwacy .

Punkty zaznaczone na skali 4 i B polaczy¢ linig
prostg kreskowany. przedtuzajagc ja do skali C.

Jest to pierwszy punkt pomocniczy na nomogramic 2.

1) Na skali L zaznaczy¢ zmierzong liniature rastru
(R) wg poz. f), na skali J zaznaczyé wartos¢ kata
obserwac)i (B) ustawiong wg poz. h). Punkty zaznaczo-
ne na skali L 1 J polgczy¢ prostg. przediuzy¢ ja do
linii M. Jest to drugi punkt pomiarowy na nomogramie.

m) Polgczy¢ linig prosta punkt pomocniczy na skali
C z punktem pomocniczym wyznaczonvm na linii /.
Prosta lgczaca skalg C z linig A wyznacza na skali &
glebokos$C kliszy rastrowane] w $wiattach w mikrome-
trach.

0ZNacz7ono

4.5.1.3. Wynik pomiaru. Za wynik pomiaru przyjad
glebokos¢ kliszy w Swiadach odezytang 7 nomogra-

4.5.2. Metoda 11
4 5.2.1, Zasada pomiaru metodg Il polcga na wy/na-
(rys. 16) glgbokoscr kliszy
w Swiattach na podstawie pomiaru dtugosctr obrizu
punktu rastrovweeo, Kata
nuchylenia elementu drukujgecgo 1 wartoscr kata obser-
wacj B8 (rys. 14 1 15).

4.5.2.2. Sposob pomiaru

a) Wykona¢ pomiar kgta nachylenia clementu dru-
kwgcegzo (@) wg 4422

b) Odczytac dtugosé obrazu tworzgce) punkiu rastro-
wego lub tworzgee) scrany boczney elementu drukugi-

Czanit Ny nomogramic

IHKTOSROPOWLEO  IWorzgee)

cego kliszy Kreskowej na podrziatee 4 (rvs. 3) krzyvza
POIIATOWCEO.

¢) Na skali G zaznaczae dlugosé obrazu tworzgee
smiierzong wg poz. by na skali B zaznaczvé wynik po-
miaru kalu a wg poz a), na skali 4 zaznaczy¢ kat
obserwacyi 8 ustawieny do pomiaru kilta a wg poz. a).
Punkty zaznacrone na skali A 1 B poliyczve ling prosta
(na rys. 16 linia kreskowana), przedtuzapgc jg do linn C.

d) Punkt zaznaczony na skali G polgezyve linig prosty
72 punktem pomocniczym na linin C.
I laczigee) skalg G o7 limg C wyznacza na skah £
glebokoscr kliszy rastrowancy w mikrometrach.

4.5.2.3. Wynik pomiaru. Za wynik pomiaru przyjgc
glebokos Kliszy w Swiattach (s) w mikrometrach odezy-
tang ~ nomogramu 3 7z dokladnoSciy do /0.

4.6. Pomiar glebokosci kliszy w cieniach (u)

4.9.1. Zasada pomiaru polcga na wyznaczeniu na no-

Punkt prrecigera

mogranue glgbokoscr kliszy w cieniach na podstawie

pomtarow  diugoscr obrazu  glebokoser dna krateru

pwielkoder (Srednicy) krateru przy znanym kicie obser-

odczytana X

BN-85/7439-03-12

mu 2, 7z dokladno$cig do 10 pm.
WKL
WL Wartosc
Rys. 120 Ustawienic krzyza pomiarowego na obrazie kliszy rastrowane) prey pomiarze glghbokosei kliszy w Swiatluch meiody |
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Rys. 13, Nomogrot 2 do wyznaczaiia glgbokosel kliszy rastrowane] w Swiatlach © w creniach: liniami krestbovwanym oznaczono sposob

wyznaczania glebokoddd kliszy w dwiattac. limami kieskowo-kropkowanymi —- sposéb wyznaczania glehokosci Khszy w cieniach
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E - - g \ -~
™~
N\ /
/ \ 7

/ 5%
\ // hY
N / AN
e - N
BN-85,7439-08-14 I BN-85/74.4 0’}-‘:‘3—}

Rys. 14. Poczatkowe polozenie krzyza pomiarowego przy pomiarach — Rys. 150 Kofcowe potozenic krzyza pomudroweso przy poaiari i
kgta nachylenia elementu drukujgcego i glebokosci kliszy w Swiattach — kata nachylenia clementu drokujgcegoe i globokosei khszy w swirdacn

metoda 1 metoda 1
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Rys. 16. Nomogram 3 Jo wyrnacrzania glebokosci kliszy w Swiatlach (s)

4.6.2. Sposéb pomiaru podany w poz. a) + i) — wg
vznaczen cyfrowych na rys. 2.

a) Wykona¢ czynnos$ci jak w 4.5.1.2 a) = 1).

b) Pokr¢ttem /0 pochyla¢ tubus 5 do Kgta obser-
wacji, przy ktérym najgli¢gbie) polozone miejsce krateru
(dno) mie bedzie zakryte przez przednia krawed? kra-
teru.

¢j Pokr¢tlem /10 skorygowad ustawienie tubusa 5 na
jeden z podanych katow obserwacji 8 =30, 35, 40 lub
45%, z zachowaniem widocznosct dna krateru.

d) Skorygowa¢ ostro$¢ obrazu badanej kliszy po-
kr¢tlem mechanizmu ogniskujacego 4 tak, aby w polu
ostrego widzenia znalazia si¢ srodkowa i dolna ¢zgs$¢
mikrometru okularowcego. o

e) Srubami 6 ustawi¢ punkt zerowy krzyza pomiaro-
wego na skrajnej lewej krawgdzi krateru. Na przecigciu
prawe) krawgdzi krateru z poziomg osig krzyza pomia-
rowego 2 (rys. 3) odczyta¢ na podziatce wielkos$é (Sred-
nicg) krateru. Polozenie krzyza pomiarowego przy tym
pomiarze przedstawiono linia kreskowang na rys. 17,

) Srubami 6 ustawi¢ punkt zerowy krzyza pomia-
rowego na gornej krawegdzi obrazu krateru tak, aby

_pilonowa 0$ krzyza pomiarowego 4 (rys. 3) przechodzia

przez dno krateru, dzielgc krater na dwie czgdci (poto-
zenie Krzyza pomiarowego przy tym pomiarze przedsta-
wiono na rys. 17 linig ciggly). Na pionowej osi krzyza
pomiarowego 4 (rys. 3) odczyta¢ dlugos¢ obrazu glgbo-
kosci krateru (x).

g) Na skali A nomogramu 2 (rys. 13) zaznaczyc
gtebokosé krateru jako odczytang warto$¢ x pronowe]
ost na podziatce krzyza pomiarowego 4 (rys. 3) zmie-
rzong wg poz. f), na skali B zaznaczy¢ wartosc kata
obserwacj [ ustawiong wg poz. ¢).

Punkty zaznaczone na skalach A 1 B polgczy¢ linig
prosta, przedtuzajac ja do skali C.

Jest to pierwszy punkt pomocniczy na nomogramie 2.

h) Na skali X nomogramu 2 zaznaczy¢ odczytana
wielko$¢ (Srednicg) krateru wg poz. e), na skali J za-
znaczy¢ odczytang wartos$¢ kgta obserwacy B ustawiong
wg poz. c).

Jest to drugt punkt pomocniczy na nomogramie.

1) Polaczy¢ linig prostg punkt pomocniczy na skali
C 7 punktem pomocniczym zaznaczonym na linii H.
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Krzyz

Wartos pomiarowy

odczytana

Srednica krateru d

BN-85/7439-08-17

Rys. 17. Ustawienic krzyza pomiarowego na obrazie kliszv rastrowanej przy pomarse glgbokosci kliszy w cientach

Punkt przecigcia linii taczgce) skalg C z linig I wy- 4.6.3. Wynik pomiaru. Za wynik przyja¢ glebokosé
znacza na skali £ glebokoséé kliszy rastrowanej w cie-  kliszy w cieniach odczytang z nomogramu 2 w mikro-
ntach w mikrometrach. metrach z dokladnoscia do 10,
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